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摘要(译)

提供了一种用于处理电子设备中的心率（HR）的方法和系统。该方法包
括检测光电容积脉搏波（PPG）信号，从检测到的PPG信号产生第一
HR，从检测到的PPG信号产生第二HR，通过分析第一HR和第二HR确
定合成HR，并显示合成HR。
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